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Модифицирование структуры и свойств алюминиевых спла-
вов при гипервысоких скоростях охлаждения представляет как 
фундаментальный, так и практический интерес для эффективного 
решения актуальных проблем водородного охрупчивания материа-
лов. В данной работе структура быстрозатвердевшихфольг сплавов 
Al-0.6 ат. % Ti и Al-1.1 ат. % V, полученных при скорости охла-
ждения 106 К/с, исследована методами резерфордовского обратно-
го рассеяния ускоренных ионов гелия, сканирующей фотоэлек-
тронной спектроскопии (СФЭС),растровой электронной микроско-
пиии рентгеноспектрального микроанализа. 

Установлено неравномерное распределение титана и вана-
дияпо поверхностифольг, а также по глубинеобразцов, приповерх-
ностные области которых обеднены легирующими элемента-
ми.Впервые с помощью СФЭС в объеме фольг сплавов Al-Ti и Al-
Vобнаружены наноразмерные агломераты, содержащие титан и 
ванадий. Высокая дисперсность выделений не позволяет опреде-
лить их химический состав.Полученные результатыдемонстриру-
ют, чтокомплексное использованиеметодов анализа с помощью 
пучков ионов, электронов, а также синхротронного излученияпоз-
воляет выполнятьисследования микроструктуры и состава матери-
алов на новом уровне с субмикронным разрешением. 




